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– 2 – 60404-11 amend. 1 © CEI:1998

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le comité d'études 68 de la CEI: Matériaux magnétiques tels
qu'alliages et aciers.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

68/181/FDIS 68/186/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à
l'approbation de cet amendement.

––––––––––––

Page 6

2  Principe de mesure

Ajouter, à la page 8, à la fin du point a), la nouvelle phrase suivante:

Les deux forets hélicoïdaux assurent la fonction de contact avec le substrat pour le passage du
courant.

Ajouter, à la page 8, à la fin du point b), après «courants d'électrodes individuels», le nouvel alinéa
suivant:

Les deux forets hélicoïdaux assurent des fonctions différentes. Un foret fournit le contact avec le
substrat pour le passage du courant. L'autre foret sert de détecteur de potentiel pour le contrôle de la
tension de régulation. Cette méthode supprime l'influence d'une variation de la résistance de contact
entre le foret de passage de courant et le substrat.

Remplacer, à la fin de l'avant-dernier alinéa, «la figure 2» par «les figures 2 et 3».

Page 8

3  Eprouvette

Ajouter, à la fin du premier alinéa, la nouvelle phrase suivante:

Ce mesurage étant destructif, l'éprouvette ne peut être utilisée qu'une seule fois.
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FOREWORD

This amendment has been prepared by IEC technical committee 68: Magnetic alloys and
steels.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS Report on voting

68/181/FDIS 68/186/RVD

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the report on
voting indicated in the above table.

–––––––––––

Page 7

2  Principle of measurement

Add, on page 9, at the end of item a), the following new sentence:

The two twist drills perform the function of current return contacts with the substrate.

Add, on page 9, at the end of item b), after "individual electrode currents", the following new
paragraph:

The two twist drills perform different functions. One drill provides the current return contact with
the substrate. The other drill serves as a potential sensor for the voltage feedback control. This
method removes the influence of the variable contact resistance between the current return
drill and the substrate.

Replace, at the end of the penultimate paragraph, "figure 2" by "figures 2 and 3".

Page 9

3  Test specimen

Add, at the end of the first paragraph, the following new sentence:

This measurement is destructive; the test specimen can only be used once.
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